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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

3.1 ขอมูลเบ้ืองตนกรณศีกึษา 

 การวิจัยครั้งนี้เปนกรณีศึกษาในโรงงานประกอบอุปกรณสารกึ่งตัวนํา โดยจะเนนการศึกษา

และดําเนินการในสวนที่ทําใหเกิดความบกพรองในการประกอบชิ้นงานสําหรับเครื่องจักร สายการผลิต

สวนหนา (Mounting machine) ของทรานซิสเตอรกําลัง (Power transistor) สําหรับบรรจุภัณฑชนิด

TO-3P(N) ซึ่งเปนกระบวนการที่มีของเสียเนื่องจากการประกอบมากที่สุด 
 3.1.1 วัตถุดิบ (Raw Material) ที่ใชในการประกอบชิ้นงานทรานซิสเตอรกําลงั 

 แผนวงจรขนาดใหญ (Wafer) เปนชิ้นสวนสําคัญที่ใชในการ ประกอบชิ้นงาน

ทรานซิสเตอรกําลัง เร่ิมจากการนําแผนวงจรขนาดใหญ (Wafer) ไปตัดเปนชิ้นเล็กเล็กๆ ซึง่เรยีกวาแผน

ลายวงจร (Pellet) ดังภาพที่ 3.1 และหลังจากนั้นจึงนําแผนลายวงจร (Pellet) ลงในถาดสีดํา (Black 

tray) ดังภาพที่ 3.2 และวัตถุดิบอ่ืนๆ ไดแก 
 

 
 

ภาพที ่3.1 

กระบวนการตดัแผนวงจรขนาดใหญ ใหเปนชิ้นเล็กๆ (Saw process) 
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ภาพที ่3.2  

แผนลายวงจร (Pellet) ซึ่งถกูวางไวในถาดสีดํา 

 

 

                  

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3 

แผนตะกั่ว (Solder ribbon) 

 

 

 
          

ภาพที ่3.4 

แผนทองแดงขึ้นรูป (Lead Frame) 
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ภาพที ่3.5 

เสนลวดอลูมิเนียม (Aluminum wire) เพื่อชวยในการเชือ่มลายวงจรระหวาง 

แผนลายวงจร (Pellet) และแผนทองแดงขึ้นรูป (Lead Frame) 
 

                            

                              
 

ภาพที ่3.6 

น้ํายาเคลือบแผนลายวงจร (Encap) 

 

 
 

ภาพที ่3.7 

ผลิตภัณฑหลงัผานกระบวนการผลิตสวนหนา (Mounting process) 
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3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 การศึกษานี้ ใชแนวทางการวิเคราะหตามแบบวิธีการ DMAIC ซึ่งเปนการวิเคราะหในรูป

กระบวนการ (Process oriented) ที่จะตองประกอบดวยสิ่งที่ปอนเขา (Inputs) ส่ิงที่ผลิตได (Outputs) 

ส่ิงที่ถูกแปรรูป (Flow unit) และปจจัยในกระบวนการทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมได (Controllable 

factors and Uncontrollable factors) โดยดําเนินการตาม 5 ข้ันตอนหลัก คือ 

  1. การคนหาปญหาและคัดเลือกโครงการ (Define Phase) 

  2. การกําหนดตัววัดและทาํความเขาใจกบักระบวนการ (Measure Phase) 

  3. การวิเคราะหหาปจจัยที่มผีลกับปญหา (Analyze Phase) 

  4. การออกแบบปรับปรุงกระบวนการ (Improve Phase) 

  5. การควบคุมกระบวนการ (Control Phase) 
 3.2.1 การคนหาปญหาและคัดเลือกโครงการ (Define Phase) 

 งานวิจัยนี้ ไดเลือกใชวิธีการคัดเลือกหัวขอปญหาจากกระบวนการผลิตทั้งหมดที่มีอยูใน

การประกอบอุปกรณสารกึ่งตัวนํา โดยเริ่มตนจากแนวนโยบายหลักของบริษัทที่มีเปาหมายการลด

ตนทุนการผลิตและกําจัดของเสียออกจากกระบวนการ จากนั้นไดใชเครื่องมือกําหนดขอบขายปญหา 

(Project Scoping Tool) เพื่อนํามาแตกรายละเอียดของนโยบายลดตนทุนการผลิตที่เรียกวา CTQ 

Flow Down Tree หรือการไหลลงของสิ่งวิกฤติตอคุณภาพ (Critical to Quality) เมื่อรายละเอียดของ

เปาหมายหลักถูกแยกแยะออกแลว การคัดเลือกหัวขอโครงการจะทําโดยใชเกณฑในการคัดเลือก

ดังตอไปนี้ 

 ผลกระทบทางธุรกิจในรูปตัวเงินที่มนีัยสาํคัญ 

 สามารถทําเสร็จไดโดยไมตองใชเงนิลงทนุมากนกั 

 สอดคลองกับแนวนโยบายหลักของบริษทัในเรื่องคุณภาพและนโยบายลดของเสีย 

 สอดคลองกับแนวนโยบายหลักของบริษทัในเรื่องการขยายกําลงัการผลิต 
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 ทรานซิสเตอรกําลัง สําหรับบรรจุภัณฑชนิด TO-3P(N)

 
 

ภาพที ่3.8  

อัตราสวนของเสีย (%) ทัง้หมดของการบวนการประกอบ  

ทรานซิสเตอรกําลัง สําหรับบรรจุภัณฑชนดิ TO-3P(N) 

 

 จากภาพที่ 3.8 เปนการเก็บขอมูลในป 2007B พบวา อัตราสวนของเสีย (Defect rate (%)) 

ทั้งหมดของการบวนการผลิตทรานซิสเตอรกําลังสําหรับบรรจุภัณฑชนิด TO-3P(N) กระบวนการของ

สายการผลิตสวนหนา (Front Of Line : FOL) ซึ่งประกอบดวยกระบวนการนําแผนลายวงจรมาวางบน

แผนทองแดงขึ้นรูป (Die bonding process) และกระบวนการเชื่อมเสนลวดอลูมิเนียม (Wire 

bonding Process) มีอัตราสวนของเสีย รวมกันมากถึง 0.54% ซึ่งเปนกระบวนการของสายการผลิตที่

มีของเสียมากที่สุด ดังนั้นจึงกระบวนการที่นาจะปรับปรุงมากที่สุด 
 3.2.2 การกําหนดตัววัดและทําความเขาใจกับกระบวนการ (Measure Phase) 
          เปนการกําหนดตัววัดและทําความเขาใจกระบวนการ เร่ิมตนดวยการวัด

ความสามารถของกระบวนการ เพื่อใหรูถึงโอกาสในการเกิดของเสียขึ้นในกระบวนการหรือการ

ปฏิบัติงานใดๆ อันหนึ่งแลวคํานวณวามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเทาไร ซึ่งเรียกวา ความถี่ในการเกิดของ

เสีย โดยมีส่ิงสําคัญตลอดการทํางานในขั้นตอนการวัดที่จะตองระลึกถึงเสมอ คือ เร่ืองของลักษณะจุด

วิกฤติตอคุณภาพ (Critical to Quality – CTQ Characteristics) หรือส่ิงที่มีผลกระทบมากที่สุดตอ
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ลักษณะคุณภาพหรือผลงาน โดยจะตองคนหาใหพบวาสิ่งใดบางที่เปนจุดวิกฤติตอคุณภาพ และความ

นาเชื่อถือของคาที่วัดได จากนั้นจึงเปนการทําแผนผังกระบวนการทํางาน เพื่อทําความเขาใจการไหล

ของการทํางานและสิ่งที่ผลิต ซึ่งเปนการใหรายละเอียดและเปนพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหทางสถิติ

ในชวงการวิเคราะหตอๆ ไปแนวทางการทํางานในขั้นตอนการกําหนดตัววัด และทําความเขาใจกับ

กระบวนการวัด (Measure) 

 ผังการไหลของกระบวนการ (Process flow diagram) จะอธิบายถึงกระบวนการที่มี

ผลกระทบตอของเสียวาสามารถเกิดไดที่กระบวนการไหนไดบาง 

 

 
 

ภาพที ่3.9 

ผังการไหลของกระบวนการของเครื่องจักร Mounting 

 

 จากภาพที่ 3.9 เปนผังการไหลของกระบวนการของเครื่องจักร Mounting โดยเริ่มแรกจะ

ปอน แผนทองแดงขึ้นรูป (Lead Frame) เขาเครื่องจักร แลวจึงผานความรอน (Heater) จนรอนถึง

อุณหภูมิประมาณ 220 องศาเซลเซียส แลวจึงนําแผนตะกั่ว (Solder ribbon) ไปวางบนแผนทองแดง

ข้ึนรูป (Lead Frame) หลังจากนั้นก็สงผาน ความรอน (Heater)  อีกครั้งเพื่อใหไดอุณหภูมิประมาณ 

360 องศาเซลเซียส แลวจึงนําแผนลายวงจร (Pellet) มาวางทับแผนตะกั่ว (Solder ribbon) อีกครั้งใน

กระบวนการนี้ เรียกวากระบวนการนําแผนลายวงจรมาวางบนแผนทองแดงขึ้นรูป (Die bonding 

process) หลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมเสนลวดอลูมิเนียม เสนที่1 และ เสนที่ 2 ตามลําดับ ซึ่งเรียกวา

กระบวนการเชื่อมเสนลวดอลูมิเนียม (Wire bonding process) ตอจากนั้นจึงนําน้ํายาเคลือบแผนลาย

วงจร (Encap) หยอดไวบนหนาแผนลายวงจร (Pellet) อีกครั้งเพื่อปองกันความชื้นและสิ่งแปลกปลอม

ติดบนหนา แผนลายวงจร (Pellet) ได แลวจึงสงไปอบที่ตูอบดวยอุณหภูมิประมาณ 180 องศา

นําแผนลายวงจรมา

วางบนแผนตะกัว่ 

หยอดน้ํายาเคลือบ

แผนลายวงจร 

กระบวนการเชื่อมเสน

ลวดอลูมิเนียมเสนที่ 1 

นําแผนตะกั่วไปวางบน

แผนทองแดงขึ้นรูป 

แผนทองแดงขึ้นรูป

ผานความรอน 

กระบวนการปอนแผน

ทองแดงขึ้นรูปเขาเครือ่งจักร 
A 

อบน้ํายาเคลือบแผน

ลายวงจร ดวยตูอบ 
จบกระบวนการ A กระบวนการเชื่อมเสน

ลวดอลูมิเนียมเสนที่ 2 
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เซลเซียส นานประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อใหน้ํายาเคลือบแผนลายวงจร (Encap) แข็งตัว แลวจึงสงตอไป

ยัง กระบวนการของสายการผลิตสวนกลาง (Middle Of Line : MOL) ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10  

แผนภูมิกางปลา (Fish Bone Diagram) 

 

 จากภาพที่ 3.10 เปนแผนภูมิกางปลาซึ่งประกอบดวย (4M); Man (บุคลากร), Machine 

(เครื่องจักร), Material (วัสดุดิบ) และ Method (วิธีการ) ซึ่งจะระบุชื่อปญหาไวที่บริเวณหัวปลา

ตอจากนั้นระดมสมองเพื่อกลั่นกรองหาตัวแปรปจจัยอินพุทที่สําคัญๆ โดยจะทําการหา (Key Process 

Input Variables; KPIVs) ตัวแปรที่สําคัญของปจจัยปอนเขาของกระบวนการ ปจจัยปอนเขา (Input) 

ที่นิยมนํามาใชคือ 4M แตในความเปนจริงแลวยังมีตัวแปรที่เปนปจจัยปอนเขาอีกมากมายเชน ขอมูล

(Information) ,เงิน (Money) ,เวลา (Time) เปนตน ตอจากนั้นจึงหารูปแบบ (Type) เพื่อแบงแยกได

เปน 3 แบบ ไดแก  

 1) ปจจัยปอนเขาสามารถปรับแตงหรือความคุมขณะที่กระบวนการกําลังทํางานอยู 

(Controllable: Control) เชน ความเร็ว, อัตราการปอน, อุณหภูมิ และ แรงดัน เปนตน 

 2) ปจจัยปอนเขาที่ควรจะมีการจัดการที่ดี (Standard Operating Procedures: SOP) 

เปนการควบคุมไมใหมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นดังนั้นจึงตองมีเอกสารรองรับกระบวนการ เชน การบรรจุ

วัตถุดิบที่ใช, วิธีการติดตั้งเครื่องจักร และวิธีการใชสารเคมีอันตราย เปนตน  

 3) ส่ิงที่ไมสามารถควบคุมไดหรือควบคุมไดยาก (Noise: N) เชน อุณหภูมิส่ิงแวดลอมหรือ

ความชุมชื้น เปนตน 

ชื่อปญหา 

Man Machine 

Method Material 
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 (Key Process Output Variables; KPOVs) ตัวแปรที่สําคัญของผลที่ไดจากกระบวนการ 

ซึ่งโดยทั่วไปผลที่ได (Output) ไมวาเรื่องใดก็ตามเปนผลมาจากกระบวนการและปจจัยปอนเขานัน้เอง 

ตอจากนัน้จงึใชเครื่องมือการวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรองและผลกระทบ (Failure Modes and 

Effects Analysis; FMEA) และทําการเลอืกเอาปจจยัทีม่ีผลกระทบมาประเมนิความเสี่ยง พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขแตละปจจัยซึ่งอาจจะนาํขอเสนอแนะนี้ไปวิเคราะหตอไป 
 3.2.3 การวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลกับปญหา (Analyze Phase) 
 เปนการวิเคราะหขอมูลและเปนขั้นตอนที่พิสูจนวาตัวแปรที่สําคัญของกระบวนการ (Key 

Process Input Variables; KPIVs) ที่แทจริง คือมีผลตอ (Key Process Output Variables; KPOVs) 

เปน KPOVs จริงทําใหเกิดความแปรปรวนไดมากเพราะถาหา KPIVs พบและสามารถควบคุมความ

แปรปรวนของ KPIVs ไดก็จะทําให KPOVs จะดีข้ึนไปดวยและเพื่อศึกษาทําความเขาใจถึงผลของตัว

แปรแตละตัวที่ไดคัดเลือกมาเพื่อคัดกรองตัวแปรหรือพิสูจนหาตัวแปรที่สําคัญที่สุดในกระบวนการ 

(Key Process Variables) ที่เปนสาเหตุตนตอของปญหาที่นิยามไว โดยเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ

วัดผลซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวมมาเพื่อเปนสารสนเทศในการวางแนวทางการปรับปรุง แลวทําการศึกษา

อาการของปญหา เพื่อหาความเชื่อมโยงกลับไปถึงสาเหตุในกระบวนการที่เปนตนเหตุแหงความผัน

แปรเครื่องมือทางสถิติที่ใชคือ การทดสอบสมมติฐาน โดยเบื้องตนใชการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 

และวิเคราะหคร้ังละหนึ่งตัวแปร (One Factor At a Time) โดยไดศึกษาผลของการใช แกนของ Die 

bond, ความกวางในการขยี้,เวลาในการขยี้,ความเร็วในการขยี้และ ระดับของ Collet  โดยจะเริ่มการ

นํามาทดสอบที่เรียกวาการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) ซึ่งจะใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบ One-way ANOVA เพราะมีขอมูลมากกวา 3 ตัวอยาง 

กรณีที่ 1) พิจารณาที ่X1 = แกนของ Die bond, X2 = ความกวางของการขยี ้Die bonding, 

 X4 = ความเรว็ของการขยี้, X5 = ระดับของ Collet 

     กรณีนี้ X1, X2, X4 และ X5 เปนขอมูลไมตอเนื่อง (Discrete data) (ขอมูลที่ไดจาก

อัตราสวนของเสีย (Defect rate (%)) และ Y เปน ขอมูลตอเนื่อง (Continuous data) (ขอมูลที่ไดจาก

อัตราสวนจํานวนชิ้นงานเสียสวนดวยจํานวนชิ้นงานทั้งหมด (%)) จะมีข้ันตอนการวิเคราะหและการ

เลือกใชเครื่องมือ คือ Homogeneity of Variance Test เพื่อทดสอบวา Variance แตกตางกัน หรือ ไม 

โดยกําหนดให 

 ถา P-Value < 0.05 ยอมรับ Ha และ Variance แตกตางกัน (Not equal) 
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 ถา P-Value > 0.05 ปฏิเสธ Ha ยอมรับ Ho และ Variance ไมแตกตางกนั (Equal) 

 เมื่อ ยอมรับ Ho และ Variance ไมแตกตางกัน (P-Value > 0.05) จากนั้นจึงใช 2-

Sample  T-Test (จากการเก็บขอมูล 2 Sample) แลวจึงหาทางเลือก วามีนัยสําคัญตอกันหรือไม 

  กรณีที่ 2) พิจารณาที่ X3 = เวลาการขยี้  

 กรณีนี้ X3 เปน Discrete (ขอมูลที่ไดจากของเสีย (Defect rate (%)) และ Y เปน 

Continuous (ขอมูลที่ไดจากอัตราสวนของจํานวนชิ้นงานเสียสวนดวยจํานวนชิ้นงานทั้งหมด (%)) จะ

มีข้ันตอนการวิเคราะหและการเลือกใชเครื่องมือ คือ Test for Equal Variances เพื่อทดสอบ

วา Variance แตกตางกัน หรือ ไม โดยกําหนดให 

 ถา P-Value < 0.05 ยอมรับ Ha และ Variance แตกตางกัน (Not equal) 

 ถา P-Value > 0.05 ปฏิเสธ Ha ยอมรับ Ho และ Variance ไมแตกตางกนั (Equal) 

 เมื่อ ยอมรับ Ho และ Variance ไมแตกตางกนั (P-Value > 0.05) จากนัน้จึงใช One-way 

ANOVA ทดสอบ (จากการเก็บขอมูล 3 Sample จากการปรับเวลา 3 ชวงคือใชเวลามาก (0.7s), กลาง 

(0.5s) และนอย (0.3s)) แลวจึงหาทางเลือก วามนีัยสําคญัตอกันหรือไม 
 3.2.4 การออกแบบปรับปรุงกระบวนการ (Improve Phase) 
 เปนการการออกแบบปรับปรุงกระบวนการที่ไดผานการวิเคราะหเชิงปริมาณไปแลว และ

สามารถสรางขอสรุปไดแลววาปจจัยใดบางที่มีผลตอคุณภาพหรือ CTQ หรือจุดวิกฤติตอคุณภาพและ

ส่ิงนั้นไมเปนไปตามความคาดหวังที่ต้ังไว โดยมุงเนนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่จะ

กอใหเกิดผลการปรับปรุงที่ CTQ นั้น ในขอบขายการศึกษานี้ ต้ังเปาหมายไวที่การใหไดผลลัพธของ

การเกิดของเสียที่นอยที่สุด โดยใชเทคนิคการออกแบบการทดลองทางสถิติไดแกการออกแบบแผนการ

ทดลองแบบ  (Design of Experiment (DOE)) จะใชแบบการทดลองแบบเต็มรูปแบบ และทดลอง

มากกวา 1 คร้ัง (Full Factorial with Replication) เพื่อกําจัด ขอผิดพลาดที่เกิดจากการทดลอง ซึ่ง

สําหรับการทดลองโดยการเปลี่ยนแปลงหลายๆ Factor ไปพรอมกัน แลวจึงเก็บขอมูลมาหาจุดที่ดีที่สุด

ในการลดของเสียจากปญหาชองวางใตแผนลายวงจร ไดโดยดูจากการใช Cube plot และหลังจากนั้น

จึงทําสมการทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) เพื่อจะไดสมการออกมาในการคํานวณหาคา

ของ Y คือ อัตราสวนของเสีย (Defect rate (%)) เนื่องจากปญหาชองวางใตแผนลายวงจร 

 ข้ันตอนของการการทาํ Improve Phase โดยใชโปรแกรม Minitab  

 ข้ันตอนที ่1: แจกแจงปญหาทางปฏิบัติ (Practical problem) 
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 ข้ันตอนที ่2: แจกแจง factors และ level ที่สนใจ, สรางแผนขอมูล (Data sheet) การ

ทดลองในโปรแกรม Minitab ดวย factor ลงใน columns  

 ข้ันตอนที ่3: เลือกขนาดตัวอยางที่เหมาะสม, จัดลําดับการทดลองใน แผนขอมูล (Data 

sheet) แบบสุม (Random) แลวดําเนนิการทดลอง 

 ข้ันตอนที ่4: สรางตาราง ANOVA สําหรับการทดลองแบบเต็มรูปแบบ (Full Model)  

 ข้ันตอนที ่5: ทบทวนตาราง ANOVA และกําจัดผลกระทบ ที่มีคา P-Values สูงกวา 0.05 

การทดลองแบบลดรูปแบบ (Reduced model) และ กราฟการกระจาย (Residual plot) เพื่อวิเคราะห

ตอไป 

 ข้ันตอนที ่6: วเิคราะหการกระจาย เพื่อใหแนใจวาเปนรูปแบบ (Model) ที่เหมาะเจาะแลว 

 ข้ันตอนที ่7: รวบรวมขอมูลที่มีผลตอนยัสาํคัญ (Significant interactions) โดยดูไดจากคา 

P-Value < 0.05  

 ข้ันตอนที ่8: ตรวจสอบขอมูลที่มีผลตอนยัสําคัญ (Significant interactions) โดยดูไดจาก

คา P-Value < 0.05 และสนใจขอมูลที่มีผลตอกัน (Interaction) ที่อันดับสูงสุดกอน 

 ข้ันตอนที ่9:  แจกแจงสมการทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) ถาเปนไปไดให

คํานวณ epsilon squared และกําหนดนยัสําคัญทางปฏิบัติ 

 ข้ันตอนที ่10: ตีความหมายของสมการทางคณิตศาสตร ใหเปนไปในรูปแบบของขบวนการ

และทําการหาขอสรุปและขอแนะนาํ 

 ข้ันตอนที ่11: จําลองสภาวะที่เหมาะสมทีสุ่ด (Optimum conditions) วางแผนการทดลอง

ข้ันตอไปหรือดําเนนิการเปลี่ยนแปลง 
 3.2.5 การควบคุมกระบวนการ (Control Phase) 
 เปนขั้นตอนการวางแผนและออกแบบระบบการควบคุมกระบวนการ เพื่อรักษาระดับการ

ปรับปรุงใหเปนผลระยะยาว โดยการเฝาติดตามถึงปจจัยการผลิตที่ไดรับการออกแบบมาวามีผลตอ

ผลิตภัณฑอยางไร เพื่อคอยควบคุมตัวแปรสําคัญๆ ใหอยูในชวงมาตรฐานใหมที่เปนระดับการทํางานที่

คนพบในขั้นตอนการปรับปรุง จนมั่นใจวาความสําเร็จที่ไดเปนผลมาจากการปรับปรุงที่กระบวนการ

นั้นจริงๆ และเปนขั้นตอนการหาวิธีการควบคุมเพื่อรักษาแตละตัวแปรใหเปนไปตาม Specification 

(รายการ) ที่ไดกําหนดใหไวการควบคุมตัวแปรที่ดีนั้น จะตองไดผลออกมาวา In control และ Within 

Specification กลาวคือ สามารถควบคุมตัวแปรใหอยูในการควบคุม มีเสถียรภาพและอยูภายใน 
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Specification ที่กําหนด ถาผลการควบคุมออกมาไมดีก็จะตองกลับไปทบทวนวิธีการควบคุมและหา

ทางแกไข แลวจึงกลับมาประเมินผลการควบคุมใหม ตอจากนั้นเปนการวางแผนงานที่เรียกวา 

(Quality Planning) การวางแผนคุณภาพ เปนการกําหนดวิธีการควบคุม (Control Method) ตัวแปร 

ระยะเวลาในการควบคุม พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในการควบคุมหรือผูปฏิบัติงานและความถี่ใน

การตรวจสอบ 

วัตถุประสงค 

 1. รักษา X’s ใหอยูในคาทีก่าํหนดโดยใชการควบคุมที่เหมาะสม 

 2. ใชแผนภูมคิวบคุม (Control Chart) เพื่อตรวจสอบคา X’s และควบคุมความแปรปรวน 

 3. เขาใจความหมายของแผนควบคุมคุณภาพทีม่ีอยูเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบ

ควบคุมในปจจุบัน 

 4. จัดทาํแผนควบคุมใหม เพื่อคงไวซึง่การควบคุมขบวนการที่ไดปรับปรุงแลว 

ข้ันตอนการควบคุม 

 ข้ันตอนที ่1: จดัทําแผนควบคมุ (Control Plan) สําหรับการสราง จะตองกระบวนการ, ระบุ

คูมือ, ระเบียบการปฏิบัติ, ความถี่และผูรับผิดชอบในการรายงานผลใหชัดเจนเพื่อปองกนัขอผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นได 

 ข้ันตอนที ่2: ปองกันความผดิพลาด และควบคุมกระบวนการดวยวธิีทางสถิติ (Poka-Yoke 

และ Statistical Process Control; SPC) 

 ข้ันตอนที ่3: เฝาติดตามผลการดําเนินการ (KPI Monitoring) และ การบริหารจัดการ

กระบวนการ (Process Management) 

 


